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EDXREF (Enerji Dagihmh X-Isin1 Floresans Spektrometresi) EGE MATAL

Bir X-Isinlar1 Floresan Spektrometresinde, X-
isinlart kaynagindan ¢ikan fotonlar, kimyasal analizi
yapilacak olan 6rnek iizerine gonderilir. Ornegin atomlari
ile etkilesen fotonlar, yeterli kinetik enerjiye sahip
olmalar1 halinde, atomun i¢ kabugundan bir elektronu
yerinden ¢ikartip, atomu temel durumdan yiiksek enerji
seviyesine getirir. Ust kabuklardan bir elektronun bu
boslugu doldurmasi ile enerji agiga ¢ikar ve atom tekrar
temel haline doner. Aciga ¢ikan enerji karakteristik
floresan 1sinimmidir. Karakteristik 1sinlarin dalgaboylari
sabittir ve elementin 6zgl olup bu durum O6rnegin
kimyasal analizinin yapilmasina olanak tanir.

Enerji Dagilimhi  X-Isin1 Floresans (EDXRF)
spektroskopisi, kati, sivi, toz ve ince film gibi ¢esitli malzemelerin elementel bilesiminin
belirlenmesi i¢in kullanilan en basit, dogru ve ekonomik analitik yontemlerden biridir. Bu teknik
cok sayida ornek tipleri i¢in uygundur.

Bu yontemle uygun standart maddeler kullanilarak nicel analiz ppm dizeylerinden %(ylzde)
seviyesine kadar gerceklestirilebilir. EDXRF spektometresi ile Sodyum’dan (Na-11) Uranyum’ a
(U-92) kadar tiim elementlerin nitel ve nicel tayinleri yapilabilmektedir.

XRF Uygulamalari
« Cevre Ornekleri e Kiymetli Taslar
e Mineraller ve Jeolojik drnekler e Yakit Analizleri
« Kimyasallar ve Metalurji Ornekleri e Gida ve Tarim Ornekleri
« Boya Endustrisi « Arkeoloji Ornekleri

Model: Rigaku NEXCG

Cihaz donanim ve Ozellikleri:

X-1g1n1 tlipii : Pd anot, 50W maksimum gii¢, 50 kV voltaj, dort standart ikincil hedefler
Dedektor : yiiksek performansli SSD
Ornek haznesi : 38 cm ¢ap x 10 cm derinliginde 6rnek haznesi (yigin 6rnekler igin), 15-

hazneli otomatik 6rnek degistirici (32 mm 6rnek kaplari)

Spektrometre verisi : Tek faz AC 100/220V, 15/7A (50/60 Hz)

Secenekler : Optimum Na ve Mg uyarimi i¢in besinci ikincil hedef, 6rnek dondiiriicti
ile birlikte 9-hazneli otomatik 6rnek degistirici



